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Estudio de la microdureza de alumbres de la serie

CrK(S0,),-12 H,0 -

AIK(S0,),*12 H,0

por D. Morriras Branco y J. Sorans HuGueT *

ReSUMEN

En el presente trabajo se mide la microdureza de cris-
tales pertenecientes a la serie isomorfa Alumbre cromico
potdsico, Alumbre aluminico potasico Las cargas empleadas
son 5, 10 y 20 pondios; para esta filtima carga se obtienen
durezas Vickers entre 64 y 70 kg/mm® Se calculan las
constantes de la Ley de Kick.

SUMMARY

In this work the micro-hardness on crystals of the iso-
morfic series CrK (804). 12 ILO-AIK{(S04): 12 H,O is mea-
sured. The loads employed are 5, 10 and 20 p.; for the last
load Vickers hardness from 64 to 70 kg/mm® are obtained.
The constants of Kick’s law are calculated.

Sobre cristales de alumbres obtenidos por evapo-
racién de disoluciones de composicién conocida, se
han realizado medidas con el fin de determinar los va-
lores de microdureza de estas sustancias, las condicio-
nes Optimas para su medida y saber si esta técnica
tiene valor determinativo de la composicidén del cristal.

TasrLa I
5o 10 p. 20 p.
N* Cr% Al% d =s d =s d =*s
1 1000 — 1046 0,40 1593 0,33 24,00 0,58
2 80,0 20,0 1166 043 1579 0,53 23,78 0,54
3 70,0 30,0 11,04 035 16,66 0,58 23,83 0,49
4 60,0 40,0 11,06 0,27 1648 0,44 23,07 0,57
5 50,0 50,6 10,01 0,33 1589 044 2360 037
6 30,6 70,0 14,04 0,66 1860 0,58 23,04 0,57
7 20,0 80,0 11,47 0,35 16,52 0,76 23,41 0,36
8 10,0 90,0 1091 0,39 1571 0,50 23,87 048
9 50 950 10,87 0,27 1643 0,27 23,60 040
10 — 100,0 10,68 0,27 16,03 0,40 23,35 045

Los valores de d, en micras
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Se ha manejado un microdurémetro Vickers aco-
plado a un microscopio de reflexion M-12a de la casa
Vickers. I.as medidas se han tomado sobre caras de
octaedro (111).

Sobre cada una de las diez muestras de la serie
se han medido 36 diagonales de las huellas producidas
con cada carga de 5, 10 y 20 pondios. Hallados los
valores medios de las diagonales y calculada su dis-
persion (tabla 1), se establecicron los valores de du-
reza Vickers (tabla 2).

Tasra 11

S 20 p.
N.°VHN variabilidad VHN variabilidad VHN variabilidad

1 852 786 91,7 743 700 762 ™44 61,2 677
2 683 636 736 744 695 796 656 628 ‘687
3 760 730 8L1 669 625 717 652 627 680
4 758 723 797 683 648 722 696 664 732
5 924 86 991 734 695 775 666 645 688
6 470 428 518 536 504 570 698 666 734
7 705 666 750 680 621 748 67,7 643 69,7
8 779 727 837 752 706 800 650 626 0678
9 785 748 825 686 655 723 667 644 690
10 810 771 855 722 687 759 679 654 707

Estos valores de dureza se mantienen en un pe-
quefic campo de variacidn, sobre todo los obtenidos
con cargas de 10 y 20 p.; la variacién con 5 p. de car-
ga es mayor ya que el margen de crror en las me-
didas aumenta al ser menores las huellas. Se apre-
cla una tendencia hacia valores mdas altos de dureza
con cargas menores.

Estos datos han sido tomados sobre la superficie
pulida de los cristales; el pulido se Illevd a cabo em-
pleando abrasivos de tamafio cada vez menor hasta
llegar a pasta de diamante de 1 micra. Se ha obser-
vado, sin embargo, que también se pueden efectuar
medidas sobre la superficie del cristal sin necesidad
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de una preparacién previa, buscando un area sufi-
cientemente extensa de una cara de un cristal exento
de imperfecciones notorias, con lo que se evita el tra-
bajo del pulido sin variacién de los valores obtenidos.

Calculando estadisticamente los valores de las
constantes # y k de la ley de Kick, P =k d”, siendo
P 1a carga en pondios y d la diagonal de la huella en
micras (tabla 3), se expresa la tendencia hacia valores
superiores de dureza con cargas menores: VHN =
= Cte. P*; — 0,25 <<a<<—0,03. Los valores de la
deformacién unitaria, k, se mantienen muy por de-
bajo de la unidad.

Tasra IIT
N.* k n
1 0,103 1,65
2 0,046 1,93
3 0,068 1,78
4 0,068 1,76
5 0,122 1,61
6 0,063 1,74
7 0,045 1,93
8 0,077 1,75
9 0,071 1,78
10 0,076 1,76

La microdureza de los alumbres tiene valores ba-
jos; esto es explicable considerando:

— que los enlaces existentes en estos cristales, de-
bido a la existencia de moléculas de agua, son
débiles, del tipo puente de hidrégeno.

— la cara de octaedro corta a tres planos (111)
de maxima densidad, cada uno de los cuales
contiene tres dislocaciones totales de wvectores
de Burgers distintos todos ellos, con notacién
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general 1/2 [110]; la energia de las disloca-
ciones es pequefia por lo elevado de su factor
de Schmidt 0,27, y por la pequefia energia de
enlace.

Se explica también por esto, la disminucién de la
microdureza al aumentar la carga, ya que pueden
producirse dislocaciones en mayor nimero y mas fa-
cilmente se vencen las barreras energéticas a su mo-
vimiento, no olvidando que la presién se ejerce per-
pendicularmente a la cara (111).

Por la uniformidad de los valores obtenidos, se
considera que las cargas Optimas para la medida de
microdureza en los alumbres sobre las caras de oc-
taedro son 10 y 20 pondios. No se recomienda el em-
pleo de una carga de 5 p. por dificultades de medida,
ni de 50 p. por ser una carga excesiva que produce
fracturas y destruccion de la superficie del cristal en
la zona estudiada.

Por la no variacién de los valores hallados con la
composicién, esta técnica no tiene caricter determi-
nativo de la composicién de los cristales de alumbre
sobre los que se ensaya.
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